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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国机床数控系统标准化技术委员会(SAC/TC367)归口。
本标准主要起草单位:武汉华中数控股份有限公司、广州数控设备有限公司、华中科技大学。
本标准主要起草人:金健、张航军、张玉洁、郝柳、郑小年、解传宁、王义强、邵国安、戴怡、贺青川。
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引  言

  可靠性是机床数控系统的重要属性之一,本标准结合机床数控系统的结构及性能特点,给出了多种

可靠性设计方法,规范了可靠性设计的基本流程以及可靠性评审内容和程序。通过标准实施,将促进机

床数控系统可靠性水平的不断提升,使之更好地满足市场和用户需求。
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机床数控系统 可靠性设计

1 范围

本标准规定了机床数控系统可靠性设计的基本流程、方法以及评审内容和程序。
本标准适用于机床数控系统(以下简称“数控系统”)。其他工业机械设备数控系统的可靠性设计可

参照本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7828—1987 可靠性设计评审

GJB813—1990 可靠性模型的建立和可靠性预计

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
可靠性 reliability
数控系统在规定的条件下和规定的时间区间内完成规定功能的能力。
注:改写GB/T2900.13—2008,定义191-02-06。通常认为数控系统在时间区间的始端处于能完成要求的功能的状

态。另外,可靠性的量值虽然在客观上是存在的,但实际上是未知的,只能利用有限的样本观测数据,经过一定

的统计计算得到其估计值。可靠性的量值也称为可靠度。

3.2
可靠性设计 reliabilitydesign
利用具体的设计方法来实现数控系统可靠性目标的做法或过程。

3.3
平均故障间工作时间 meanoperatingtimebetweenfailures;MTBF
相邻故障间工作时间的数学期望,也指相邻两次故障之间的平均工作时间或平均故障间隔时间。
注:改写GB/T2900.13—2008,定义191-12-09。

3.4
寿命剖面 lifeprofile
数控系统从制造到寿命终结或退出使用这段时间内所经历的全部事件和环境的时序描述。数控系

统经历的事件一般有研发、生产、检验、测试、包装、运输、贮存、组装(安装)、调试、运行(使用)、故障、停
放、维修(维护)、报废等。数控系统经历的环境可能有振动、冲击、电磁干扰、高温、低温、湿度(淋水)、沙
尘(砂尘)、盐雾等。

3.5
任务剖面 missionprofile
数控系统在完成规定任务这段时间内所经历的事件和环境的时序描述。
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